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(57) Abstract: The invention relates to control electronics for controlling a display comprising a matrix (101) of pixels. The driver 
circuit (102x or 102y) for generating signals for controlling the pixels via control lines (103) is provided with signals at inputs (110) 
via contact areas (104). Contact areas (105), which are used within the framework of a testing method, are situated next to contact 
areas (104), which are used for generating any image. The contact areas (105) for the testing method are connected to the inputs 
(1 10) of the driver circuit as well and are used for generating a test pattern. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ansteuerelektronik fur die Ansteuerung eines Displays mit einer Matrix (101) 
von Bildelementen. Die Trieberschaltung (102x bzw. 102y) fur die Erzeugung der Signale fur die Ansteuerung der Pixel iiber 
Steuerleitungen (103) wird an Eingangen (110) uber Kontaktflachen (104) mit Signal en versorgt. Neben denen Kontaktflachen, die 
fiir die Erzeugung beliebiger Bilder verwendet werden, existieren Kontaktflachen (105), die im Rahmen eines Testverfahrens genutzt 
werden. Diese Kontaktflachen fur das Testverfahren sind ebenfalls mit den Eingangen (110) der Treiberschaltung verbunden und 
werden fur die Erzeugung eines Testmusters genutzt 



WO 2004/001706 



1 



PCT7EP2003/006481 



ANSTEUERVORRICHTUNG MIT 
VERBESSERTEN TESTEIGENSCHAFTEN 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Testen eines optoelektroni- 
5 schen Gerates und auf ein fur das Testen modifiziertes optoelektronisches Ge- 
rat. Das optoelektronische Gerat hat dabei insbesondere die Gestalt eines An- 
zeigeelements mit Bildpvinkten. Im speziellen bezieht sich die vorliegende 
Erfindung auf eine Ansteuerelektronik fur die Ansteuerung eines optoelektro- 
nischen Gerates, eine Anordnung von Test-Kontaktflachen und auf ein Verfah- 
10 ren zum Testen eines optoelektronischen Gerates, insbesondere in Form eines 
Displays mit Bildpunkten. 

Mit steigender Nachfrage fur Bildschinnelemente ohne Bildrohre wachsen 
die Anforderungen fur Fliissigkristallanzeigen (LCD) und anderen Anzeigee- 
lemente, bei denen Schaltelemente wie zum Beispiel Dunnfilmtransistoren 
15 (TFT) verwendet werden. Bei diesen Anzeigeelementen sind die Bildpunkte, 
die so genannten Pixel, matrixfoimig angeordnet. 

Die Schaltelemente jedes Pixels werden in der Regel uber Steuerleitungen, 
d.h. Gateleitungen und Datenleitungen angesteuert. Um eine Aufladung der 
Bildelemente zu verhindern, konnen die Steuerleitungen wahrend der Produk- 
20 tion mit Kurzschlussbalken kurzgeschlossen werden. Andernfalls konnte eine 
Aufladung der Bildelemente zur Zerstorung der Schaltelemente bzw. der zuge- 
horigen Pixel fuhren. 

Dariiber hinaus gibt es Entwicklungen dahingehend, dass - neben den 
Bildelementen - direkt auf das Glassubstrat periphere Treiberschaltkreise auf- 

25 gebracht werden. Dadurch wird die externe Ansteuerung der Anzeigeelemente 
vereinfacht. Eine solche Anzeigevorrichtung mit integrierten Treiberschalt- 
kreisen ist in der Druckschrift DE 198 32 297 vorgestellt. In diesem Fall kann 
die Zahl der fur die Bildsteuerung benotigten Kontaktflachen reduziert werden. 
Ohne solche Treiberschaltkreise muss jede Steuerleitungen eine kontaktierbare 

30 Flache besitzen, um im Betrieb die Bildsteuerung zu earmoglichen. Die durch 
eine exteme Steuerung kontaktierbaren Flachen werden auch als Pad bezeich- 
net. 
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Urn eine gute Bildqualitat der Anzeigeelemente zu gewahrleisten, dxirfen 
nur sehr wenige der zum Beispiel mehrere Millionen Pixel defekt sein. Um 
eine kostengunstige Produktion zu gewahrleisten, ist es daher vor all em fur die 
immer groBer werdenden Anzeigeelemente wichtig, leistungsfahige Online- 
5 Testverfahren zur Verfugung zustellen. Ein solches Testverfahren ist zum Bei- 
spiel in der Druckschrift EP 0 523 584 offenbart Bei diesen Testverfahren 
werden die einzelnen Bildpunkte mit einem Korpuskularstrahl getestet. Der 
Korpuskularstrahl kann entweder dazu verwendet werden, die uber die Zulei- 
tungen aufgebrachte Ladung zu detektieren und/oder Ladung auf eine Pixel- 
1 0 Elektrode aufeubringen. 

Druckschrift US 5,081,687 (Henley et aL) zeigt eine Methode und eine 
Vorrichtungen zum Testen von LCD-Displays. Dabei ist jeweils jede zweite 
Datenleitung und jede zweite Gateleitungen mit einem Kurzschlussbalken ver- 
bunden. Ein Testbild wird uber die Ansteuerung der Kurzschlussbalken er- 
15 zeugt. Beim Testen wird als Testbild an den Elektroden jedes zweiten Pixels 
zum Beispiel eine Spannung von - 5V und an den Elektroden der dazwischen- 
liegenden Pixel eine Spannung von +5 V angelegt. Derartige Kurzschlussbal- 
ken konnen jedoch nicht problemlos zusammen mit integrierten Treiberschalt- 
kreisen vorgesehen werden, denn sie schlieflen die Treiberausgange kurz. 

20 Druckschrift US 5,936,687 (Lee et aL), in der ein Treiberschaltkreis ver- 

wendet wird, nutzt zur Erzeugung eines Testbilds Kontaktflachen, welche mit 
einer Schaltung zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen (ESD) verbun- 
den sind. Diese Schaltung beinhaltet Kurzschlussbalken, die uber Dioden mit 
den Leitungen zu Ansteuerung der einzelnen Bildelemente verbunden sind. In 

25 Druckschrift US 6,337,772 (Ha et aL) werden fur die Verbindung der Kurz- 
schlussbalken zu den Steuerleitungen Transistoren verwendet. 

Werden Testbilder uber die Kurzschlussbalken in Verbindung mit einer 
Treiberschaltung erzeugt, miissen folgende Vorraussetzungen fur die Durch- 
fuhrung eines Tests erfullt sein. Entweder sind die Treiberschaltungen zum 
30 Zeitpunkt des Tests noch nicht integriert, oder die Ausgange der integrierten 
Schaltung sind so ausgebildet, dass sie die Testsignale nicht storend beeinflus- 
sen. Diese Voraussetzung lasst sich jedoch in den seltensten Fallen verwirkli- 
chen. 



WO 2004/001706 



3 



PCT/EP2003/006481 



Daruber hinaus muss folgendes Berucksichtigt werden. Kurzschlussbal- 
ken lassen sich aus Prozess-, Platz-, oder schaltungstechnischen Griinden nicht 
immer realisieren. AuBerdem wird die Funktion der Treiberschaltkreise mit 
dieser Losung nicht getestet. Weiterhin konnen nur einfache Testmuster er- 
5 zeugt werden, deren periodisch wiederholte Elementarzelle nicht grofier sein 
kann als die Zahl der KurzschluBbalken. 

Verwendet man fur die Erzeugung eines Testbilds die auch im Rahmen 
des normalen Betriebs verwendeten Pads, so muss vor allern fur groBe Anzei- 
geelemente eine Vielzahl von Kontaktflachen wahrend des Testens kontaktiert 

10 werden. Dies ist vor allem dann schwierig, wenn groBe Anzeigeelemente gete- 
stet werden, da hierbei das Anzeigeelement wahrend des Testverfahrens ver- 
schoben werden muss. Kleinere Displays werden in einer Vielzahl auf dem 
Glas angeordnet, so daB auch in diesem Fall die Glasplatte wahrend des Test- 
vorganges wiederholt verschoben werden muB, um alle Displays zu testen. 

1 5 Dadurch werden die Anforderungen erhoht, die an den Kontaktierblock gestellt 
werden. Der Kontaktierblock dient zur externen Signaleingabe auf die Kon- 
taktflachen des Treiberschaltkreises oder die Kontaktflachen der Datenleitun- 
gen und Gateleitungen bzw. der zugehorigen Kurzschlussbalken. 

Die obenstehenden Probleme des Standes der Technik werden gelost durch 
20 erfindungsgemaBe Vorrichtungen nach den Anspruchen 1, 14, 21 und 29 sowie 
den erfindungsgemaBen Verfahren nach den Anspruchen 22 und 28. 

Die Aufgabe wird gemaB einem Aspekt der Erfindung durch eine Ansteu- 
erelektronik fur die Ansteuerung eines optoelektronischen Gerates mit einer 
Matrix von Bildelementen gelost. Die Ansteuerelektronik weist eine Treiber- 
25 schaltung mit Eingangen und Ausgangen auf. Ferner enthalt die Ansteuere- 
lektronik eine erste Anordnung von Kontaktflachen, die mit der Treiberschal- 
tung verbunden sind und eine zweite Anordnung von Kontaktflachen, die mit 
der Treiberschaltung verbunden sind. Bevorzugt sind beide Anordnungen von 
Kontaktflachen mit den Eingangen der Treiberschaltung verbunden. 

30 Weiterhin bevorzugt weisen die erste Anordnung von Kontaktflachen erste 

Kontaktflachen auf und die zweiten Anordnung von Kontaktflachen weisen 
zweite Kontaktflachen auf. Bevorzugt sind die zweiten Kontaktflachen der 
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zweiten Anordnung von Kontaktflachen grofier als die ersten Kontaktflachen 
der ersten Anordnung von Kontaktflachen. 

Durch die vorliegende Erfindung kann ein fur Testzwecke hinreichend 
komplexes Testmuster uber die zweite Anordnung von Kontaktflachen enzeugt 
5 werden. Fiir Testzwecke mussen keine beliebigen Bilder erzeugt werden, son- 
dern im Vergleich zum normalen Betrieb weniger komplexe Muster. Daher 
kann die Anzahl der Kontaktflachen fiir die Erzeugung eines Testmusters im 
Vergleich zur der Anzahl der Kontaktflachen fur die Erzeugung eines beliebi- 
gen Bildes im normalen Betrieb reduziert werden. Diese Reduktion der Anzahl 
10 der Kontaktflachen fuhrt dazu, dass die Kontaktflachen vergroBert werden 
konnen. Daher ist es moglich, Anzeigeelemente sicherer, schneller und effek- 
tiver zu testen. 

Die Ansteuerelektronik ist bevorzugt so gestaltet, dass die Anzahl der Ein- 
gange der Treiberschaltung, mittels derer die Anordnung von Kontaktflachen 
15 zum Testen mit der Treiberschaltung verbunden ist, maximal 5 %, bevorzugt 
maximal 1 %, besonders bevorzugt maximal 0.5 % der Anzahl der Ausgange 
der Treiberschaltung betragt, mittels derer die Steuerleitungen zu den Bildele- 
menten der Bildschirm-Matrix mit der Treiberschaltung verbunden sind. 

Die Aufgabe der Erfindung wird gemaB einem weiteren Aspekt der Erfin- 
20 dung durch eine Anordnung von Testkontaktflachen zur Versorgung eines op- 
toelektronischen Gerates mit Signalen fiir die Erzeugung eines Testmusters 
gelost. Das optoelektronische Gerat enthalt eine Matrix von Bildelementen. 
Diese Anordnung weist auf: mindestens ein Pad, d.h. mindestens eine An- 
schlussflache, und mindestens eine Verbindung des mindestens einen Pads zu 
25 einer Treiberschaltung, wobei die Treiberschaltung im normalen Betrieb uber 
eine Anordnung von Betriebskontaktflachen mit Signalen versorgt wird. 

GemaB einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird die Auf- 
gabe gelost durch ein optoelektronisches Gerat mit einer Matrix von Bildele- 
menten, mindestens einer Treiberschaltung, einer ersten Anordnung von Kon- 
30 taktflachen, die mit der Treiberschaltung verbunden sind, und einer zweiten 
Anordnung von Kontaktflachen, die mit der Treiberschaltung verbunden sind. 
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Ein weiterer Aspekt zur Losung der erfindungsgemaBen Aufgabe ist das 
Verfahren zum Testen eines optoelektronischen Gerates mit den Schritten: 
Herstellen eines Kontakts zwischen einer externen Steuerung und einer Anord- 
nung von Testkontaktflachen, Versorgen eines Eingangs einer Treiberschaltung 
5 uber die Anordnung von Testkontaktflachen mit Eingangssignalen, urn ein 
Testmuster auf einer Matrix von Bildelementen zu erzeugen und Testen der 
Bildelemente der Matrix von Bildelementen. 

Ein weiterer Aspekt zur Losung der Aufgabe der vorliegenden Erfindung 
bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer Ansteuerelektronik eines 

10 optoelektronischen Gerates mit einer Matrix von Bildelementen. Dabeiwerden 
folgenden Schritte durchgefuhrt: eine Treiberschaltung wird auf einem Substrat 
zur Verfugung gestellt, Steuerleitungen der Matrix von Bildelementen werden 
mit Ausgangen der Treiberschaltung verbunden, eine erste Anordnung von 
Kontaktflachen wird auf dem Substrat zur Verfugung gestellt, die erste Anord- 

1 5 nung von Kontaktflachen wird mit Eingangen der Treiberschaltung verbunden, 
eine zweite Anordnung von Kontaktflachen wird auf dem Substrat zur Verfu- 
gung gestellt und die zweite Anordnung von Kontaktflachen wird mit Eingan- 
gen der Treiberschaltung verbunden. 

Bevorzugte Ausfuhrungen und besondere Aspekte der Erfindung ergeben 
20 sich aus den Unteranspriichen. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt, und 
werden im folgenden exemplarisch naher beschrieben. 

Es zeigen: 

Fig. la zeigt eine schematische Darstellung einer Ausfuhrungsform der vor- 
25 liegenden Erfindung; 

Fig. lb zeigt einen Ausschnitt der in Figur 1 dargestellten Ausfuhrungsform 

der vorliegenden Erfindung; 
Fig. 1 c zeigt eine Alternative des Abschnitts, der in Figur 2 dargestellt ist; 
Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten Ausfuhrungsform 
30 der vorliegenden Erfindung; 

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfuhrungsform 
der vorliegenden Erfindung; 



WO 2004/001706 



6 



PCTYEP2003/006481 



Fig. 3b zeigt einen Ausschnitt der in Figur 3 dargestellten Ausfiihrungsform 

der vorliegenden Erfindung; 
Fig. 4 zeigt ein Schema einer Pixeldarstellung eines Testmusters; und 
Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines Bildschirmelementes gemaB 
5 dem Stand der Technik. 

Figur 5 zeigt eine Ausfiihrungsform gemaB dem Stand der Technik. Dar- 
gestellt ist eine schematische Ubersicht eines Anzeigeelementes 10. Die ein- 
zelnen Bildpunkte (Pixel) 30 sind fiber die Steuerleitungen 13 fur die Ansteue- 

10 rung der Pixel mit den Treiberschaltungen 12 verbunden. Im normalen Betrieb 
werden die Treiberschaltungen extern fiber die Kontaktflachen 14 mit Signalen 
versorgt In Figur 4 sind symbolisch ledigiich funf Kontaktflachen 14 darge- 
stellt. Ffir grofie Anzeigeelemente konnen jedoch mehrere hundert dieser 
Kontaktflachen benotigt werden, urn die Treiberschaltungen mit Signalen zu 

15 versorgen. 

Die Steuerleitungen 13 sind fiber Schaltelemente 22 mit einer Kurz- 
schlussschaltung verbunden. Diese Kurzschlussschaltung gegen elektrostati- 
sche Entladungen (ESD) schfitzt entweder nur gegen Uberspannungen und 
erlaubt das Anlegen normaler Betriebsspannungen oder kann mittels der Kon- 
20 taktflachen 20 wahrend des Testens und wahrend des regularen Betriebs abge- 
schaltet werden. Die Kurzschlussschaltungen fur die Datenleitungen und die 
Gateleitungen werden fiber die Kopplungsschaltungen 24 miteinander verbun- 
den. Samtliche oben beschriebene Elemente sind auf dem Glas Substrat inte- 
griert. 

25 Diese bekannte Ausfiihrungsform weist folgende Nachteile auf. Ein Test- 

muster fur ein Online-Testverfahren wird fiber die Kontaktflachen 14 der Trei- 
berschaltungen erzeugt. Da diese Kontaktflachen durch deren Anzahl bedingt 
sehr klein sind, ist eine Kontaktierung wahrend des Testvorganges schwierig. 
Das gilt vor allem fur Anzeigeelemente, die so groJJ sind, dass eine mechani- 

30 sche Verschiebung wahrend des Testverfahrens vorgenommen werden muss. 
Eine solche Verschiebung kann notwendig sein, wenn zum Beispiel eine Ab- 
lenkung eines Korpuskularstrahls nicht ausreicht, urn das ganze Display zu 
testen. Ffir eine groBe Anzahl von Kontaktflachen mit einer GroBe von z.B. 
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unter 80 |im mussen hoch entwickelte Kontaktierungstechnologien verwendet 
werden, urn Fehlpriifungen durch eine fehlerhafte Kontaktierung zu vermeiden. 
Die technischen Anforderungen werden noch grofier, wenn es auf Grand der 
GroBe des Displays notwendig ist, dieses wahrend des Testens zu verschieben. 

5 Fur wirtschaftliches Testen sollen femer hohe Geschwindigkeiten realisiert 

werden. Dariiber hinaus werden durch das Testverfahren zusatzliche Anforde- 
rungen an die Kontaktierungsmechanik gestellt. Zieht man dies in Betracht 
wird schnell ersichtlich, dass die Anforderungen durch den derzeitigen Stand 
der Technik nicht erfullt werden konnen. Weitere Anforderungen an die Kon- 
10 taktierungsmechanik zum Beispiel fur das Testen mit einem Korpuskularstrahl 
sind: eine Verwendung unter Vakuum, eine geringe Erzeugung von Magnetfel- 
dern, urn einen Elektronenstrahl oder das Messsignal nicht zu storen, und ein 
freier Zugang fur den Korpuskularstrahl auf den Bereich der Pixelmatrix. 

Bevorzugte Aspekte und Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung 
15 werden im folgenden anhand der Figuren 1 bis 4 beschrieben. 

Fig. la zeigt ein Anzeigeelement 100 wie zum Beispiel ein Display fur ein 
Mobiltelefon, einen PC oder ein Fernsehgerat. Die Bildpunkte der Pixelmatrix 
101 sind matrixformig angeordnet. Zur Bilderzeugung werden die Bildpunkte 
iiber die Steuerleitungen 103x bzw. 103y angesteuert. Um die externe An- 

20 steuerung zur Bilderzeugung zu vereinfachen, sind auf dem Substrat zusatzlich 
die Treiberschaltungen 102x bzw. 102y vorhanden. Wie auch die Pixelmatrix 
101 werden die Treiberschaltungen wahrend der Herstellung auf das Substrat 
aufgebracht. Die Treiberschaltungen werden von einer extemen Ansteuerung 
iiber die Pads 104b mit Signalen versorgt. Dabei werden die Signale iiber die 

25 Zuleitungen 104a an die Treiberschaltungen iibertragen. Die Pads 104b und 
die Zuleitungen 104a bilden zusammen die kontaktierbaren Flachen. Diese 
sind im folgenden auch als Kontaktflachen bezeichnet. 

In der Praxis existieren vor allem fur groBe Displays mit vielen Bildpunk- 
ten bis zu iiber hundert dieser Kontaktflachen (1 04a und 1 04b). Daher konnen 
30 diese Kontaktflachen auf dem begrenzten zur Verfugung stehenden Raum nicht 
ausreichend groB gestaltet werden, um effizientes und sicheres Testen zu ge- 
wahrleisten. Diese Kontaktflachen gemaB dem Stand der Technik haben zum 
Beispiel fur ein Display mit einer GroBe von 4 Zoll (640 x 480 Pixel ) eine 
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GroBe von ca. 60 \xm auf 2000 jam. Beim Testen des Anzeigeelementes bzw. 
der einzelnen Bildpunkte der Pixelmatrix mit zum Beispiel einem Elektronen- 
strahl mussen folgende Kriterien erfullt sein. Zunachst muss fiber eine extenie 
Ansteuerung ein Testmuster erzeugt werden. Die Kontaktierung der Pads 104b 
5 muss sicher und zuverlassig erfolgen. Auf Grand der GroBe des Anzeigeele- 
mentes kann es notwendig sein, das Display unter dem Elektronenstrahl zu 
bewegen. Urn ein schnelles Testverfahren zu ermoglichen muss entweder die 
Kontaktierung mit der Bewegung beim Testen kontinuierlich mitgefuhrt wer- 
den, oder sie muB moglichst schnell und sicher gelost und wieder hergestellt 

10 werden. Zudem muss der Kontaktierblock, der die Kontaktierung bewerkstel- 
ligt, unter Vakuumsbedingungen funktionsfahig sein und darf einen Elektro- 
nenstrahl bzw. die zu detektierenden Elektronen nicht durch elektromagneti- 
sche Felder storen. Daruber hinaus darf die Pixelmatrix 101 nicht durch die 
Kontaktierungsmechanik abgedeckt werden, da sonst eine Priifungen mit ei- 

1 5 nem Elektronenstrahl nicht mehr moglich ist. 

Eine fehlerfreie und effiziente Kontaktierung ist unter diesen Randbedin- 
gungen schwer oder gar unmoglich. Daher werden erfindungsgemafl zusatzli- 
che Kontaktflachen zum Testen bereitgestellt. Diese bestehen aus den Pads 
105b und den damit verbundenen Zuleitungen 105a. Da fur ein Testverfahren 

20 keine beliebigen Bilder - sondem nur ausreichend komplexe Muster - auf dem 
Display erzeugt werden mussen, kann die Zahl dieser Test-Kontaktflachen im 
Vergjeich zu der Zahl der fur den regularen Betrieb verwendeten Kontaktfla- 
chen reduziert werden. Die Anzahl der Test-Kontaktflachen (105a und 105b) 
kann dabei im Vergleich zur Anzahl der Betriebskontaktflachen auf maximal 

25 90 % bevorzugt auf maximal 50 % besonders bevorzugt auf maximal 20 % 
reduziert werden. Auf diese Weise werden zum Beispiel fur ein groBes Dis- 
play neben den ca. 200 Kontaktflachen fur den normalen Betrieb ca. weitere 30 
Kontaktflachen fur das Testverfahren zur Verfugung gestellt. Wohingegen fur 
ein kleineres Display mit ca. 30 Kontaktflachen fur den normalen Betrieb ca. 

30 weitere 5 Test-Kontaktflachen bereitgestellt werden. 

Daraus ergibt sich, dass die Anzahl der Eingange der Treiberschaltung 
102x, mittels derer die Treiberschaltung mit der zweiten Anordnung von Kon- 
taktflachen 105 verbunden ist, maximal 5 % der Anzahl der Ausgange der 
Treiberschaltung betragt, mittels derer die Treiberschaltung mit den Steuerlei- 
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tungen 103x der Matrix von Bildelementen 101 verbunden ist. Das bedeutet: 
GemaB den Stand der Technik werden die wahrend des Testen verwendeten 
Pads fiber Steuerleitungen mit den Ausgangen einer eventuellen Treiberschal- 
tung verbunden. Dies sind in der Regel die Kurzschlussbalken, die an den 
5 Steuerleitungen angebracht sind. Im Unterschied dazu sind bei der vorliegen- 
den Erfindung die Pads zur Erzeugung eines Textbilds fiber die Eingange der 
Treiberschaltung mit der Treiberschaltung verbunden. Die Zahl der Verbin- 
dvingen der Testkontaktflachen zu den Eingangen der Treiberschaltung ist im 
Vergleich zu der Zahl der Ausgange der Treiberschaltung, die mit den Steuer- 
1 0 leitungen verbunden sind, reduziert. 

Auf Grund dessen ist es moglich, die fur den Testvorgang verwendeten 
Kontaktflachen so zu gestalten, dass die Pads 105b mindestens eine Ausdeh- 
nung von 100 \xm, bevorzugt von mindestens 0.5 mm, besonders bevoizugt 
von mindestens 2 mm haben. Unter Ausdehnung ist dabei die Abmessung in 
15 der Richtung zu verstehen, in der sich der kleinste Wert fur die Abmessung 
ergibt. Demzufolge ware bei einem rechteckigen Pad die Lange der kiirzeren 
Seite als Ausdehnung anzusehen. Die oben genannte Ausdehnung der Kon- 
taktflachen erlaubt eine sichere, schnelle und storungsunanfallige Kontaktie- 
rung. 

20 Zur Erzeugung eines Testmusters, wie es in Bezug auf Fig. 4 naher erlau- 

tert wird, werden die Test-Pads 105b fiber die Zuleitungen 105a gemafl einer 
ersten Ausfiihrungsfonn mit den Zuleitungen 104a verbunden. Die Zuleitun- 
gen 104a werden fur die Pads 104b des regularen Betriebs verwendet. Uber 
diese Verbindungen konnen ein oder mehrere Test-Pads mit den Eingangen der 

25 Treiberschaltungen 102x und/oder 102y verbunden sein. Dariiber hinaus ist es 
moglich, dass ein Test-Pad mit mehreren Zuleitungen 104a fiir die normale 
Bilderzeugung fiber Schaltelemente oder Bauelemente (zum Beispiel Dioden, 
Transistoren oder anderes) verbunden ist. Ein Beispiel fur eine solche Verbin- 
dung ist in Figur lc mit dem Schalt- bzw. Bauelement 120 dargestellt. Eine 

30 andere Moglichkeit mehrere Zuleitungen mit einem Test-Pad zu verbinden ist 
eine Verbindungsstruktur, die fur den normalen Betrieb entfernt wird. Das 
heiBt, die Struktur wird z.B. bei der Glastrennung oder durch Atzprozesse ab- 
getrennt. 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich demnach auch auf optoelektroni- 
sche Gerate zum Beispiel in Form von Displays, die fur ein Testverfahren mit 
erfindungsgemafien ersten und zweiten Anordnungen von Kontaktflachen aus- 
gestattet sind, mit denen das erfindungsgemafie Testverfahren durchfuhrt wird 
5 und bei denen zumindest Teile der Test-Anordnung von Kontaktflachen nach 
dem Testverfahren abgetrennt wird. 

Da fur ein Testverfahren keine beliebigen Muster auf dem Display erzeugt 
werden mussen, ist es nicht zwingend erforderlich, dass alle Eingange 1 10 der 
Treiberschaltung 102x wahrend des Tests ansteuerbar sind. Es kann jedoch 
1 0 von Vorteil sein, wenn zumindest alle Eingange auf einem bestimmten Potenti- 
al gehalten werden, urn ein Floaten der Eingange zu vermeiden. Fur die vor- 
liegende Erfindung konnen Test-Pads 105b mittels der Zuleitungen 105a der 
Testkontaktflachen auch mit Betriebs-Pads 104b verbunden sein, ohne hier- 
durch von dem erfinderischen Gedanken abzuweichen. 

15 Die Anschlusse einer Treiberschaltung 102x gemaB einer Ausfuhrungs- 

form der vorliegenden Erfindung sind in Fig. lb dargestellt. Die Steuerleitun- 
gen 103x fur die Pixelmatrix 101 (in Fig. lb nicht dargestellt) sind mit den 
Ausgangen der Treiberschaltung 102x verbunden. Die Zuleitungen 104a bzw. 
105a sind mit den Eingangen der Treiberschaltung verbunden. 

20 Dabei ist gemaB der vorliegenden Erfindung der Term "Ausgang" der 

Treiberschaltung so zu verstehen, dass die Ausgange mit den Steuerleitungen, 
die fur die Besteuerung der einzelnen Bildpunkte verwendet werden, verbun- 
den sind. Als ein Eingang der Treiberschaltung ist ein Anschluss zu verstehen, 
fiber den die Treiberschaltungen mit externen Signalen versorgt wird. Dabei 

25 werden diese externen Signale in der Treiberschaltung modifiziert, um dann 
die an den Ausgangen angeschlossenen Steuerleitungen 103x mit Signalen fur 
die Bildelemente zu versorgen. 

In Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer weiteren Ausfiihrungs- 
form eines Anzeigeelementes 100 zu sehen. Komponenten, die ahnlich oder 
30 analog zu der in Fig. la dargestellten Ausfiihrungsform sind, tragen dieselben 
Bezugszeichen und sind im folgenden nicht naher erlautert. hn Unterschied zu 
Fig. la sind die Test-Kontaktflachen (105a + 105b) in der hier dargestellten 
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Ausfuhrungsform uber Test-Treiberschaltungen 202x bzw. 202y mit den Trei- 
berschaltungen 102xbzw. 102y verbunden. 

Dabei dienen die Test-Treiberschaltungen 202x und 202y dazu, die von 
den Test-Kontaktflachen (105a und 105b) erhaltenen Signale in Signale fur die 
5 Treiberschaltungen 102x und 102y umzusetzen. Die Treiberschaltungen 102 
konnen diese umgesetzten Signale anschliefiend fur die Mustererzeugung wei- 
terverarbeiten und mittels der Steuerleitungen 103 den Pixeln zufiihren. 

Fur die Test-Treiberschaltungen 202 sind mehrere Realisierungsformen 
moglich. Zum einen ist eine Ausfuhrungsform ahnlich zu Figur 3 realisierbar. 
10 Die Test-Treiberschaltung stellt dabei Eingange fur die Test-Kontaktflachen 
zur Verfugung und leitet die Signale an entsprechende Kontakte der Treiber- 
schaltungen 102 weiter. 

Zum anderen ist auch die folgende Ausfuhrungsform moglich. Bei dieser 
Ausfuhrungsform ist in der Test-Treiberschaltung 202 ein Speicher integriert. 

15 In dem Speicher sind ein oder mehrere Testmuster gespeichert. Uber externe 
Signale, die uber die Test-Kontaktflachen 105 zur Verfugung gestellt werden, 
wird die Erzeugung eines Testmusters gestartet oder gestoppt Im Falle mehre- 
rer gespeicherter Testmuster wird zusatzlich durch das externe Signal eines der 
Muster ausgewahlt. Die Test-Treiberschaltung ubertragt die fur das Testmuster 

20 notwendigen Signale an die Treiberschaltungen 102. Auf Grand dieser Signale 
wird das Testmuster erzeugt. Gemafl dieser Ausfuhrungsform ist es moglich, 
die Zahl der fur ein Testverfahrens notwendigen Kontaktflachen bzw. Pads 
weiter zu reduzieren. Falls die Erzeugung des Testmusters lediglich gestartet 
oder gestoppt werden muss, kann die Zahl der Test-Kontaktflachen bevorzugt 

25 auf die Pads fur die Spannungsversorgungen und ein Steuer-Pad reduziert wer- 
den. 

Gemafl einer weiteren Ausfuhrungsform kann die Test-Treiberschaltung 
202 die Funktion eines Multiplexers ubernehmen. Indem die Signale zum Bei- 
spiel zeitlich gemultiplext werden, wird es moglich eine Vielzahl von Signale 
30 uber eine geringe Anzahl von Test-Pads 105b zur Verfugung zustellen. Der 
hierfur notwendige Zwischenspeicher oder eventuelle Timer-Bausteine sind bei 
dieser Ausfuhrungsform ebenfalls auf dem Chip einer der Treiberschaltungen 
integriert. 
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GemaB der in Fig. 3 dargestellten Ausfuhrungsform wird die Test- 
Kontaktflachen 105 direkt mit Eingangen der Treiberschaltung bzw. der Trei- 
berschaltungen verbunden. Hierfur konnen entweder Eingange fur die Erzeu- 
gung von Testmustern bei dem Layout der Treiberschaltung vorgesehen wer- 
5 den oder es kann eine Test-Treiberschaltungen 202, wie sie in Bezug auf Fig. 2 
vorgestellt wurde derart in die Treiberschaltung 102 integrierten sein, dass von 
einer einzigen Treiberschaltung 102 gesprochen werden muss. Vorteilhaft ist 
unter anderem fur diese Ausfuhrungsform, wenn die Treiberschaltung Eingan- 
ge fur die Erzeugung eines Testmusters zur Verfugung stellt und diese Eingan- 
10 ge mit Test-Kontaktflachen verbunden sind. 

Analog zu Fig. lb konnen auch in Fig. 3b Eingange 110 und Ausgange 
1 12 der Treiberschaltung 102 unterschieden werden. 

Eine moghche Realisierungsform eines Testmusters, wie es mit der vorlie- 
genden Erfindung erzeugt werden kann, ist in Fig. 4 dargestellt. 

1 5 In Fig. 4 sind die einzelnen Bildpunkte, d. h. die Pixel, als Kastchen darge- 

stellt. Die Buchstaben in den Kastchen symbolisieren ein Potential auf das die 
Elektroden der Bildpunkte bei der Erzeugung eines Testmusters aufgeladen 
werden. Beispielsweise konnen fur zwei Spannungen VI = -7V und V2 = +6V 
unterschiedliche Zuordnungen der Spannungen zu den Bildpunkten realisiert 

20 werden. Welches der Pixel A bis D dabei welchem Potential zugeordnet wird 
ist innerhalb des Setups fur den Test festgelegt. Zum Beispiel kann 
A=B=C=V1 und D=V2 gewahlt werden. Dadurch wird erreicht, dass alle 
Bildpunkte, die zu einem Pixel D mit dem Potenzial V2 benachbarte sind, auf 
dem Potenzial VI liegen. Durch eine andere Wahl der Zuordnungen, wie zum 

25 Beispiel A=C=V1 und B=D=V2, konnen zum Beispiel horizontale Streifen 
erzeugt werden. 

Wie in Fig. 4 erkennbar ist, kann mit einem solchen Testmuster eine Peri- 
odizitat in vertikaler, horizontaler und diagonaler Richtung erzeugt werden. Im 
Gegensatz zu obigen Beispielen ist es ferner moglich mehr als zwei unter- 
30 schiedliche Potentiale zuzulassen. Jeder Bildpunkt kann somit jeweils sym- 
metrisch in der Horizontalen, der Vertikalen bzw. den Diagonalen von beliebi- 
gen Spannung umgeben werden. Auf der Elektrode des Bildelements selbst 
kann ein weiteres Potential erzeugt werden. 
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Durch eine solche Wahl eines Testmusters, das als nicht einschrankendes 
Beispiel verstanden werden soil, konnen auf Grand der periodischen Anord- 
nung der Potentiate der Elektroden der Bildelemente alle Freiheitsgrade, die fur 
ein Testmusters ausreichend sind, ausgeschopft werden. 

5 Fur die Erzeugung noch komplexerer Testmuster kann ein Muster entspre- 

chend den Buchstaben A bis H erzeugt werden. Dadurch kann ausgehend von 
einem Bildelemente jedem benachbarten Pixel ein anderer Potentialwert zuge- 
wiesenen werden. 

Nichtsdestotrotz ist die Ansteuerung fur ein solches periodisches Muster 
10 weniger komplex als die Erzeugung eines beliebigen Bildes. Daher ist es 
moglich die Anzahl der Test-Kontaktflachen im Vergleich zu der Anzahl der 
Betriebs-Kontaktflachen zu reduzieren. Dies ermdglicht eine VergroBerung 
der im Rahmen eines Testverfahrens verwendeten Kontaktflachen. GemaB der 
vorliegenden Erfindung fuhrt dies zu einem verbesserten Testverfahren, da 
15 Fehler bei der Kontaktierung reduziert werden konnen. Dariiber hinaus kann 
die Mechanik zur Kontaktierung des zu testenden Displays auf Geschwindig- 
keit ausgelegt werden. Durch diese Optimierung kann das Testverfahrens zu- 
satzlich beschleunigt werden. Dadurch wird der Durchsatz des zu priifenden 
Stuckguts erhoht. 

20 Die oben beschriebenen Ausfiairungsformen der vorliegenden Erfindung 

konnen bei einem erfindungsgemaBen Testverfahren, wie es im folgenden be- 
schrieben wird, vorteilhaft eingesetzt werden. Um die Herstellungskosten zu 
reduzieren, ist es notwendig, zum Beispiel ein LCD-Display bereits wahrend 
der Herstellung einer Fehlerpriifung zu unterziehen. Bei einer Fehlerpriifung 

25 werden die Elektroden der einzelnen Bildelemente xind/oder die Schaltelemente 
zur Steuerung der Bildelemente getestet. Hierzu kann ein Strahl geladener 
Teilchen (Partikelstrahl), wie zum Beispiel ein Elektronen oder Ionenstrahl, 
oder ein Laserstrahl verwendet werden. Im Folgenden wird unter Korpusku- 
larstrahl sowohl ein Laserstrahl, bei dem die Korpuskeln Photonen sind, als 

30 auch ein Partikelstrahl, bei dem die Korpuskel Ionen, Atome, Elektronen sind 
oder andere Partikel sind, verstanden. 

Im Folgenden wird das Testverfahren anhand eines Elektronenstrahls be- 
schrieben, ohne dass sich die Erfindung darauf beschrankt. Eine mogliche 
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Testmethode besteht darin uber die Zuleitungen die Elektroden der Bildele- 
mente auf ein Potential aufeuladen. Dieses Potential bzw. dessen zeitliche 
Veranderung kann mit dem Korpuskularstrahl gemessen werden. Dabei kon- 
nen sowohl Defekte wie Kurzschlusse oder fehlende Kontakte erkannt werden, 
5 als auch parasitare Elemente und deren GroBe bestimmt werden. 

In einer anderen Methode werden die Elektroden der Bildelemente uber 
einen Korpuskularstrahl aufgeladen und die sich dabei ergebenden Potentiale 
ebenfalls mit einem Korpuskularstrahl gemessen. Dabei bestimmt die Ansteue- 
rung der Zuleitungen die Anfangs- und Randbedingungen. 

10 In einer weiteren Methode werden die Elektroden der Bildelemente uber 

einen Korpuskularstrahl aufgeladen und der dadurch in den Zuleitungen her- 
vorgerufene Strom gemessen. Je nach Funktionsweise der Treiberschaltung 
kann es notwendig sein, die Treiberschaltung so auszulegen, dass eine solche 
Messung des Stroms an von auflen zuganglichen Kontakten an der Treiber- 

1 5 schaltung moglich wird. 

Bei den meisten dieser Methoden ist es notwendig die Zuleitungen der 
Bildelemente entweder mit Signalen zu versorgen oder Signale an den Zulei- 
tungen zu messen. Daher mussen fur das Testverfahren die Pads der Anzeige- 
elemente mit einer externen Steuerung oder extemen Messinstrumenten ver- 
20 bunden werden. Diese Kontaktierung kann durch die Vorrichtung der vorlie- 
gende Erfindung verbessert werden. 

Bei dem Testverfahren, wird das zu testende Display zunachst in eine 
Kammer eingebracht und unter dem Elektronenstrahl platziert. Zur Verwen- 
dung des Elektronenstrahls muss die Kammer bis zu einem Drack von unter 

25 10" 4 mbar evakuiert werden. Ferner wird ein Kontaktierblock mit den erfin- 
dungsgemaBen Test-Kontaktflachen verbunden. Der Kontaktierblock ist eine 
Mechanik mit der eine Testanlage den elektrischen Kontakt zu den Kontaktfla- 
chen des Displays im allgemeinen herstellt. Es erfolgt eine Ubertragung von 
Signalen auf die Kontaktflachen. In Abhangigkeit von den Signalen werden 

30 die Elektroden bzw. einzelnen Elektroden der Bildelemente auf definierte Po- 
tentiale aufgeladen. Hierdurch wird ein Testmuster erzeugt Indem der Elek- 
tronenstrahl durch Deflektoren unter anderem abgelenkt wird, testet die Steue- 
rung der Testanlage die Potentiale einzelner Elektroden. Da fur groBe Displays 
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keine ausreichende Ablenkung des Elektronenstrahls realisiert warden kann, 
wird zunachst ein Bereich des Displays getestet und das Display anschliefiend 
mittels einer Verschiebeeinheit verschoben. Fur eine verlassliche Priifung ist 
es wichtig, dass die Kontaktierung zu den Pads kontinuierlich erhalten bleibt 
5 oder zuverlassig und schnell wieder hergestellt werden kann. Dies ist gemaB 
der vorliegenden Erfindung durch die Testkontaktflachen moglich. Nach der 
Verschiebung wird ein weiterer Bereich getestet. Das Wechselspiel aus Ver- 
schiebung des Anzeigeelementes und Testen eines Bereiches kann fortgesetzt 
werden bis das gesamte Display getestet ist oder alle auf dem Substrat vorhan- 
10 denen Displays getestet sind.. 

Um einen hohen Durchsatz zu erzielen, ist fiir das oben beschriebene Test- 
verfahren unter anderem die Testgeschwindigkeit wichtig. Daruber hinaus 
muss die Messung sehr zuverlassig sein, da bereits ca. 0.1 Promille defekter 
Bildelemente eine Verwendung des Displays verhindern. Bei einer friihzeiti- 
15 gen Erkennung von Fehlern wahrend des Herstellungsprozesses kann eine 
Fehlerkorrektur zum Beispiel durch einen Ionenstrahl oder Laserstrahl stattfin- 
den. 

Da bereits kleine Leckstrome auf Grund parasitarer Elemente zu erkennba- 
ren Bildfehlern fiihren konnen, ist es weiterhin zu bevorzugen, die Testanlage 
20 mit empfindlichen Testverfahren auszustatten. Daher miissen bei der Kontak- 
tierung elektromagnetische Storfelder, die den Elektronenstrahl oder die Mes- 
sung von Sekundarelektronen und ruckgestreuten Elektronen storen konnen, 
weitgehend vermieden werden. 

Aus den oben genannten Griinden sind fiir das beschriebene erfindungs- 
25 gemafie Testverfahren die Vorrichtungen der vorliegende Erfindung vorteil- 
haft, da durch die Testkontaktflachen die Kontaktierung des Displays innerhalb 
der Testanlage vereinfacht wird. Demzufolge ist es moglich eine Kontaktie- 
rung effizient zu verwirklichen. Die Kontaktierung geniigt dabei den oben ge- 
nannten Randbedingungen. 

30 hn allgemeinen konnen, losgelost von einzelnen Ausfiihrungsformen, fol- 

gende bevorzugte erfindungsgemaBe Aspekte fiir bevorzugte Losungen der 
erfindungsgemaBen Aufgabe eingesetzt werden. 
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Es ist zu bevorzugen wenn die zweite Anordnung von Kontaktflachen uber 
die erste Anordnung von Kontaktflachen mit der Treiberschaltung verbunden 
ist. Dabei konnen die Kontaktflachen fur die Erzeugung des Testmusters mit 
mehreren Kontaktflachen fur den regularen Betrieb verbunden sein. Daruber 
5 hinaus kann die Anzahl der Testkontaktflachen im Vergleich zu der Anzahl der 
regularen Betriebskontaktflachen besonders bevorzugt dadurch reduziert wer- 
den, dass nicht alle mit der Treiberschaltung verbundenen Betriebskontaktfla- 
chen mit einer Testkontaktflache verbunden sind. 

Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn die zweite Anordnung von Kon- 
10 taktflachen iiber eine Testelektronik mit der Treiberschaltung verbunden ist. 
Dabei ist es insbesondere bevorzugt, wenn die Testelektronik einen Speicher 
enthalt, aus dem das zu erzeugende Testmuster gelesen wird. Dieses Testmu- 
ster kann der Treiberschaltung zur Verfugung gestellt werden. 

AuBerdem kann es vorzuziehen sein, wenn die zweite Anordnung von 
15 Kontaktflachen direkt mit der Treiberschaltung verbunden ist. Dabei ist es 
besonders vorteilhaft, wenn die Treiberschaltung dergestalt ist, dass sie Schalt- 
kreise zur Verarbeitung der Signale von den Testkontaktflachen fur die Test- 
muster enthalt. 

Die soeben genannten Aspekte dienen dazu, den Testvorgang weiter zu 
20 vereinfachen, indem eine Trennung zwischen Kontaktflachen fur den Testvor- 
gang und fur die regulare Bilderzeugung vorgenommen wird. Daruber hinaus 
ist es auf Grand dieser bevorzugten Aspekte moglich, die Zahl der Kontaktfla- 
chen fur den Test zu reduzieren und somit die Option auf vergroBerte Kontakt- 
flachen fur den Testvorgang zu bieten. 

25 GemaB einem bevorzugten Aspekt ist die Anzahl von zweiten Pads der 

zweiten Anordnung von Kontaktflachen maximal 90 % der Anzahl von ersten 
Pads der ersten Anordnung von Kontaktflachen. Bevorzugt ist die Anzahl der 
zweiten Pads maximal 50 %, besonders bevorzugt maximal 20 % der Anzahl 
der ersten Kontaktflachen. Dadurch wird es moglich und ist insbesondere von 

30 Vorteil, die zweiten Pads der zweiten Anordnung von Kontaktflachen mit min- 
destens einer Ausdehnung von 100 urn, bevorzugt einer Ausdehnung von 0.5 
mm, besonders bevorzugt einer Ausdehnung von 2 mm zur Verfugung zu stel- 
len. 
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Enthalt bei einer bevorzugten Ausffihrungsform der vorliegenden Erfin- 
dung die Test-Treiberschaltung einen Speicher kann es vorteilhaft sein, wenn 
die Anzahl der zweiten Pads der zweiten Anordnung von Kontaktflachen, die 
5 zur Signalubertragung genutzt werden, eins betragt. 

Im allgemeinen konnen, losgelost von einzelnen Ausfuhrungsformen, fol- 
gende bevorzugte erfindungsgemaBe Aspekte beim Testen eines optoelektroni- 
schen Gerates der vorliegenden Erfindung vorteilhaft eingesetzt werden. 

Beim Testen eines optoelektronischen Gerates gemaB der vorliegende Er- 
10 findung ist es zu bevorzugen wenn die Eingangssignale ein periodisches Test- 
muster erzeugen. Besonders bevorzugt sind hierbei in vertikaler, horizontaler 
und diagonaler Richtung periodische Testmuster. 

Daruber hinaus bringt die vorliegende Erfindung insbesondere Vorteile, 
wenn beim Testen ein Vakuum in der Umgebung des zu testenden optoelektro- 
1 5 nischen Gerates verwendet wird oder wenn das Testverfahren folgende Schritte 
beinhaltet: Testen der Bildelement in einem Bereich der Matrix von Bildele- 
menten oder aller Bildelemente einer kleineren Matrix; Verschieben des opto- 
elektronischen Gerates und Testen von Bildelementen in einem weiteren be- 
reich der Matrix von Bildelementen oder einer weiteren kleinen Matrix. 
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Patentanspriiche 



1 . Ansteuerelektronik fur die Ansteuerung eines optoelektronischen Gerates 
mit einer Matrix von Bildelementen, mit: 

5 einer Treiberschaltung (102x), wobei 

die Treiberschaltung Eingange (1 10) und Ausgange (1 12) auf- 
weist; 

einer ersten Anordnung von Kontaktflachen (104), die mit den Ein- 
gangen der Treiberschaltung (102x) verbunden sind; und 

1 0 einer zweiten Anordnung von Kontaktflachen (1 05), die mit den Ein- 

gangen der Treiberschaltung (1 02x) verbunden sind. 



2. Ansteuerelektronik gemafl Anspruch 1, wobei: 

die Kontaktflachen (1 05) der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
1 5 grofier sind als die Kontaktflachen ( 1 04) der ersten Anordnung von 

Kontaktflachen. 



3. Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspruchen, wo- 
bei: 

20 die Anzahl der Eingange der Treiberschaltung (102x), mittels derer 

die Treiberschaltung mit der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
(105) verbunden ist, maximalS % der Anzahl der Ausgange der Trei- 
berschaltung betragt, mittels derer die Treiberschaltung mit den Steu- 
erleitungen (103x) der Matrix von Bildelementen (101) verbunden ist. 



4. Ansteuerelektronik gemafi einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei: 
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die erste Anordnung von Kontaktflachen (104) fur die Bilderzeugung 
wahrend des normalen Betriebs dient; und 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) fur die Mustererzeu- 
gung wahrend des Testbetriebs dient. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) iiber die erste An- 
ordnung von Kontaktflachen (104) mit der Treiberschaltung (102x) 
verbunden ist 

Ansteuerelektronik gemaB Anspruch 5 wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) fiber die erste An- 
ordnung von Kontaktflachen (104) mittels Schaltelementen oder Bau- 
elementen mit der Treiberschaltung (102x) verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB Anspruch 5 wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) iiber die erste An- 
ordnung von Kontaktflachen (104) direkt mit der Treiberschaltung 
(102x) verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) iiber eine Testelek- 
tronik (202x) mit der Treiberschaltung (102x) verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei: 

die zweite Anordnung von Kontaktflachen (105) direkt mit der Trei- 
berschaltung verbunden ist. 

Ansteuerelektronik gemaB Anspruch 9, wobei: 
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in der Treiberschaltung Testschaltkreise integriert sind. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wo- 
bei: 

die Anzahl von zweiten Pads (105b) der zweiten Anordnung von 
Kontaktflachen (105) maximal 90 % der Anzahl von ersten Pads 
(104b) der ersten Anordnung von Kontaktflachen (104) betragt, be- 
vorzugt maximal 50 %, besonders bevorzugt maximal 20 % betragt. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei: 

die zweiten Pads (105b) der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
grofier sind als die ersten Pads (104b) der ersten Anordnung von 
Kontaktflachen. 

Ansteuerelektronik gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei: 

die zweiten Pads (105b) der zweiten Anordnung von Kontaktflachen 
mindestens eine Ausdehnung von 100 ^m, bevorzugt eine Ausdeh- 
nung von 0.5 mm, besonders bevorzugt eine Ausdehnung von 2 mm 
haben. 

Anordnung von Testkontaktflachen zur Versorgung eines optoelektroni- 
schen Gerates, das eine Matrix von Bildelementen enthalt, mit Signalen 
fur die Erzeugung eines Testmusters, mit: 

mindestens einem Pad (105b); 

mindestens einer Verbindung (105a) des mindestens einen Pads mit 
einer Treiberschaltung (1 02x), die im normalen Betrieb uber eine An- 
ordnung von Betriebskontaktflachen (104) mit Signalen versorgt wird. 



Anordnimg gemaB Anspruch 14, wobei 
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die Treiberschaltung Eingange (1 10) und Ausgange (1 12) aufweist 
und wobei die mindestens eine Verbindung (105a) mit mindestens ei- 
nem der Eingange (110) verbunden ist. 



5 16. Anordnung gemaB einem der Anspruche 1 4 bis 1 5, wobei 

das mindestens eine Pad der Anordnung von Kontaktflachen minde- 
stens eine Ausdehnung von 100 jxm, bevorzugt eine Ausdehnung von 
0.5 mm, besonders bevorzugt eine Ausdehnung von 2 mm haben. 



10 17. Anordnung gemaB einem der Anspruche 1 4 bis 1 6, wobei 

die Anzahl von Pads (105b) der Anordnung von Testkontaktflachen 
(105) maximal 90 % der Anzahl von Pads (104b) der Anordnung von 
Betriebskontaktflachen (104) betragt, bevorzugt maximal 50 %, be- 
sonders bevorzugt maximal 20 % betragt. 



15 
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1 8. Anordnung gemaB einem der Anspruche 14 bis 1 7, wobei 

die Anordnung von Testkontaktflachen (105) iiber die Anordnung von 
Betriebskontaktflachen (104) mit der Treiberschaltung (102x) verbun- 
den ist. 

1 9. Anordnung gemaB einem der Anspruche 14 bis 1 7, wobei 

die Anordnung von Testkontaktflachen iiber eine Testelektronik 
(202x) mit der Treiberschaltung (102x) verbunden ist. 



25 20. Anordnung gemaB einem der Anspruche 14 bis 17, wobei 

die Anordnung von Testkontaktflachen direkt mit der Treiberschal- 
tung (102x) verbunden ist. 



2 1 . Optoelektronisches Gerat mit 



22 



einer Matrix von Bildelementen (101); 
mindestens einer Treiberschaltung (102x); 

einer ersten Anordnung von Kontaktflachen (104), die mit der Trei- 
berschaltung (102x) verbunden sind; und 

einer zweiten Anordnung von Kontaktflachen (105), die mit der Trei- 
berschaltung (102x) verbunden sind. 

Verfahren zum Testen eines optoelektronischen Gerates mit den Schrit- 
ten: 

a) ein Kontakt zwischen einer externen Steuerung und einer An- 
ordnung von Testkontaktflachen wird hergestellt; 

b) uber die Anordnung von Testkontaktflachen wird ein Eingang 
einer Treiberschaltung mit Eingangssignalen versorgt, um ein Testmu- 
ster auf einer Matrix von Bildelementen zu erzeugen; und 

c) die Bildelemente der Matrix von Bildelementen werden getestet. 

Verfahren zum Testen gemaB Anspruch 22, wobei 

die Eingangssignale ein periodisches Testmuster erzeugen. 

Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspriiche 22 bis 23, wobei 

die Eingangssignale ein vertikal, horizontal und diagonal periodisches 
Testmuster erzeugen. 

Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspriiche 22 bis 24, wobei 

die Bildelemente mit einem Strahl geladener Teilchen oder Laser- 
strahlung getestet werden. 

Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspriiche 22 bis 25, das den 
weiteren Schritt beinhaltet: 
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ein Vakuum wird in der Umgebung des zu testenden optoelektroni- 
schen Gerates hergestellt. 



27. Verfahren zum Testen gemaB einem der Anspruche 22 bis 26, wobei 

5 Schritt c) folgende Schritte enthalt: 

cl ) die Bildelement in einem Bereich der Matrix von Bildelementen 
werden getestet; 

c2) das optoelektronische Gerat wird verschoben; und 

c3) die Bildelemente in einem weiteren Bereich der Matrix von 
1 0 Bildelementen werden getestet; 



28. Verfahren zum Herstellen einer Ansteuerelektronik eines optoelektroni- 
schen Gerates mit einer Matrix von Bildelementen mit den Schritten: 

a) eine Treiberschaltung wird zur Verfugung gestellt; 

15 b) Steuerleitungen der Matrix von Bildelementen werden mit Aus- 

gangen der Treiberschaltung verbunden; 

c) eine erste Anordnung von Kontaktflachen wird zur Verfugung 
gestellt; 

d) die erste Anordnung von Kontaktflachen wird mit Eingangen 
20 der Treiberschaltung verbunden; 

e) eine zweite Anordnung von Kontaktflachen wird zur Verfugung 
gestellt; und 

f) die zweite Anordnung von Kontaktflachen wird mit Eingangen 
der Treiberschaltung verbunden. 
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29. Optoelektronisches Gerat das mit einem Verfahren zum Testen gemaB 
einem der Anspruche 22 bis 27 oder mit einer Vorrichtung gemaB einem 
der Anspruche 1 bis 21 getestet wurde. 
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Fig. 2 
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Fig. 4 
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Fig. 5 
(Stand der Technik) 



